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Wprowadzenie:

Migdzymetaliczne zwigzki na bazie ceru sg od wielu lat intensywnie badane ze wzglgdu na anomalne
wlasciwosci wynikajace z tendencji stanow Ce 4f do delokalizacji. Prowadzi to do pojawiania si¢
stanu ciezkofermionowego, domieszkowego efektu Kondo, koherencji w sieciach Kondo, fluktuujace;j
walencyjnosci, kwantowego punktu Kkrytycznego oraz nadprzewodnictwa z nietypowym
mechanizmem parowania. Zjawiska te sg intensywnie badane dla materialow litych w najlepszych
laboratoriach na $wiecie, rowniez w IFM PAN, natomiast znikomy jest stan badan nad wplywem
efektu wymiarowego na wystgpowanie i charakter tych wlasciwosci.

Cel naukowy pracy i proponowane metody badawcze.

Celem nowego kierunku badan jest preparatyka wybranych zwigzkow na bazie ceru w postaci
litej, ich wszechstronna charakterystyka a nastgpnie przeprowadzenie otrzymanego materiatu
do stanu cienkowarstwowego 1 porownawcza charakterystyka ich wlasciwosci.

Zwiazki lite zostang przygotowane metoda stapiania indukcyjnego a nastgpnie zbadane w
oparciu o nastepujaca aparature dostepng w I[IFM PAN:

- dyfraktometr rentgenowski: okreslenie struktury krystalograficzne;j

- dwa zestawy aparatury PPMS firmy Quantum Design, wyposazonej w unikalny w skali
kraju zestaw opcji pomiarowych: pomiary oporu elektrycznego, magnetooporu, efektu Halla,
sity termoelektrycznej, przewodnictwa cieplnego, ciepta wlasciwego, podatnosci
magnetycznej, namagnesowania - w kazdym przypadku w szerokim zakresie temperatur i
pola magnetycznego

Probki o zredukowanej wymiarowosci (warstwy) zostang otrzymane w IFM PAN metoda
odparowania wigzka laserowa w wysokiej prozni 1 ponownie scharakteryzowane
wymienionymi wyzej metodami pomiarowymi.

Anomalne wtlasciwosci zwigzkow na bazie Ce ciaggle nie znajduja pelnego opisu
teoretycznego, w zwiazku z tym oczekiwanym rezultatem badan efektu wymiarowego jest
lepsze zrozumienie roli konkurencji réznych typoéw oddziatywan w wystgpowaniu tych
wiasciwosci.



